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Regulusによるハードディスクの解析

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡
Regulus Seriesの主な仕様

Regulus8200 BSE検出 模式図
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(b) 書き込み素子 検出信号：LA-BSE (ｃ) 読み出し素子 検出信号：LA-BSE

(ｄ) DLC膜異常部 検出信号：HA-BSE (b)記録ディスク上磁性粒子 検出信号：YAGBSE

(b)ヘッド素子低倍率像 検出信号：YAGBSE

試料：ハードディスク
加速電圧：(a) 5 kV, (b) 2 kV, (c) 3 kV, (d) 0.6 kV, (e) 30 kV 
観察倍率：(a) 2.5 k, (b) 300 k, (c) 500 k, (d) 30 k, (e) 1000 k

* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。

項目 Regulus 8100 Regulus 8220 Regulus 8230 Regulus 8240

二次電子分解能
加速電圧15ｋV 0.7 nm 0.6 nm

加速電圧1kV※１ 0.8 nm 0.7 nm

加速電圧 0.5～30 kV

照射電圧※１ 0.1～2 kV 0.01～20 kV

倍率 20～1,000,000倍※２ 20～2,000,000倍※2

電子銃
冷陰極電解放出型形電子銃、アノード加熱ヒーター組み込み

ー マイルドフラッシュ機能

※１ リターディングモードによる観察
※２ 127 mm × 95 mmを表示サイズとして倍率を規定
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